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A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Mechanika i Budowa Maszyn

Poziom ksztatcenia Il S'“?P'e" .

(I stopien / Il stopien)
Profil studiéw akademicki

(ogdlno akademicki | praktyczny)
Forma i tryb prowadzenia studiéw stacjonarne

(stacjonarne / niestacjonarne)

Specjalnosc

Komputerowe Wspomaganie Wytwarzania

Jednostka prowadzgca modut
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Koordynator modutu

Prof. dr hab. inz. Stanistaw Adamczak

Zatwierdzit:

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku
przedmiotéw

kierunkowy
(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Status modutu

obowigzkowy
(obowigzkowy / nieobowigzkowy)

Jezyk prowadzenia zajec

polski

Usytuowanie modutu w planie studiéw
- semestr

Semestr drugi

Usytuowanie realizacji przedmiotu w
roku akademickim

Semestr zimowy
(semestr zimowy / letni)

Wymagania wstepne

Brak wymagan
(kody modutéw / nazwy modutéw)

Egzamin nie .
(tak / nie)
Liczba punktéw ECTS 4
Forma . " wyktad éwiczenia laboratorium projekt inne
prowadzenia zajeé¢
w semestrze 25 godz. 30 godz.
w tygodniu 2 godz. 2 godz.




C. EFEKTY KSZTALCENIA | METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Uzyskanie wiedzy na temat metod i narzedzi stosowanych w obszarze pomiardw wielkosci
geometrycznych za pomocg skomputeryzowanych przyrzadow pomiarowych. Samodzielne

ﬁil dutu planowanie zakresu i metodyki kontroli doktadnosci ksztalttowo-wymiarowej czgsci maszyn
przy uzyciu nowoczesnych przyrzadéw pomiarowych. Opracowywanie raportow z badan.
Svmbol Foréna ._ | odniesienie do | odniesienie do
e%g]ktﬁ Efekty ksztatcenia prov;/:. f’:enla efektow efektow
(w/é/l/;;iinne) kierunkowych | obszarowych
W_01 | Ma rozbudowana wiedzg¢ w zakresie systemow
pomiarowych, analizy wynikéw eksperymentu w w/l K_W06 T2A_W07
powigzaniu z jako$cia
W_02 | Ma poszerzong wiedz¢ w zakresie procesow
produkeyjnych i technik wytwarzania przy uwzglgdnieniu | w/l \I/(VS\/T/W01_K $§2—wgg
zagadnien zapewnienia jakosci -
U o1 Sprawnie planuje i przeprowadza eksperymenty, w tym
- pomiary i symulacje komputerowe, krytycznie
interpretuje uzyskane wyniki i wycigga prawidtowe wi! K_Uo1 T2A_Uo8
whnioski
u_02 . L . . .
- sprawnie postuguje si¢ aparatura pomiarowg i metodami wil K U07 T2A _UO08
szacowania btedow pomiaru - T2A _U09
ma $wiadomos¢ potrzeby uzupetniania wiedzy T2A KOL
K_01 | specjalistycznej przez cate zycie i potrafi dobraé wil K KOl ToA KO3
wilasciwe zrodta wiedzy i metody uczenia dla siebie i - -
innych
K_02 |rozumie wazno$¢ dzialan zespolowych i potrafi bra¢ | K KOS5 T2A K02
odpowiedzialno$¢ za wyniki wspo6lnych dziatan - -
Tresci ksztalcenia:

1. Tresci ksztatcenia w zakresie wyktadu

Odniesienie do
NF wy- Tresci efektow ksztatcenia
kladu dla modutu
Woprowadzenie. Historia metrologii w aspekcie przemian spoleczno- W 01
1 -kulturowo-technicznych. Kamienie milowe. Rozwdj wspotrzednos$cio- K 01
wej techniki pomiarowej, jej cele, podstawy i obszary zastosowania. -
Materialne i niematerialne wzorce diugosci i kata. W 01
Mechaniczne i cyfrowe uktady pomiarowe. K 01
2 Interferometr laserowy w metrologii, Jego budowa, oprzyrzgdowanie U 02
i zastosowanie. -
Doktadno$¢ pomiarow. W 02
3 Bledy w procesie wytwarzania, ich rodzaje i koszty. Niepewno$¢ K 01
pomiarowa, jej przyczyny i koszty. Podstawy wzajemnego uznawania K 02
wynikow pomiarowych. Zasady dobrej techniki pomiarowej (NPL). -
Ocena wynikow pomiarowych. Geometria nominalna, rzeczywista, W 02
zaobserwowana i skojarzona. Znormalizowane elementy skojarzone. K 01
4 Podstawy cyfrowego przetwarzania sygnatéw pomiarowych. Analiza K 02
spektralna powierzchni technicznych. -




Pomiary liniowe i topograficzne mikro-, nanogeometrii oraz geometrii
ksztaltu powierzchni technicznych. w_01
5 Budowa i dziatanie zadaniowych urzadzen stykowych i optycznych, K_01
warsztatowych i laboratoryjnych, ich klasyfikacja. Zastosowanie u_02
mikroskopii konfokalnej, spektralnej oraz mikroskopii sit atomowych.
Wspotrzednosciowa technika pomiaréw ksztattu czeSci 0 sSymetrii
obrotowej. w_01
6 Urzadzenia do pomiaréw odniesieniowych i bezodniesieniowych. K 01
Okraglosciomierze ze stotem obrotowym i obrotowym wrzecionem; U 02
ich zastosowanie. Strategie pomiarowe.
Podstawy uniwersalnej wspoirzednosciowej techniki pomiarowe;.
. w_01
7 Standardowe elementy geometryczne. Uktady wspoirzednych. K 01
Budowa wspoétrzednosciowej maszyny pomiarowej (WMP). -
Analiza stosowanych rozwigzan technicznych poszczegdlnych w_01
8 zespotow WMP pod katem jej mozliwych doktadnosci, wielkosSci W_02
zakresu pomiarowego i funkcjonalnosci; oprzyrzadowanie zadaniowe. K 01
Glowice pomiarowe WMP. wW_01
9 Glowice stykowe, impulsowe i skaningowe, glowice optyczne. W_02
Ich budowa, zastosowanie i mozliwo$ci uzytkowe. K 01
Typy konstrukcji WMP w odniesieniu do zastosowan uzytkowych wW_01
10 |1 doktadnosci i srodowiska pracy; obszary zastosowan. W_02
Oprogramowanie uzytkowe WMP. Pomiary i inzynieria odwrotna. K 01
Optyczne wspotrzgdnosciowe maszyny pomiarowe W 01
1 Mikroskopy warsztatowe 2D, projektory pomiarowe 2D i projektory K 01
profilowe, optyczne maszyny pomiarowe 3D. -
. . . . U_02
Tomografia komputerowa w przemystowej technice pomiarowe;j. -
Metody sprawdzania/atestacji WMP wg norm PL EN 1SO 10360. w_01
12 | Kryteria doboru wlasciwej maszyny pomiarowej pod katem K 01
konkretnych potrzeb uzytkowych. K_02
w_01
13 Kolokwium zaliczeniowe (1h) Vlj/_(())lz
K 01

2. Tresci ksztatcenia w zakresie éwiczen

3. Tresci ksztatcenia w zakresie zadan laboratoryjnych

Nr
zajec
lab.

Tresci

Odniesienie do
efektéow ksztatcenia
dla modutu

1

Zajecia wstepne: szkolenie BHP, ustalenie zasad zaliczenia zajeé,
podzial na zespoty ¢wiczeniowe.

K_01
K_02

Sprawdzanie i wzorcowanie ptytek wzorcowych metoda poréwnawcza

W_02
u_o01
U 02

Pomiary z zastosowaniem interferometru laserowego

W_02
u_01
u_02
K_02

Sprawdzanie i wzorcowanie czujnikdéw pomiarowych: zebatych
zegarowych i indukcyjnych

W_02
u_o1
u_02
K_01




W_02

Pomiary chropowatos$ci powierzchni za pomoca profilometréw u_01

5 stykowych U _02
K_02

W_02

. . . . ) u_01

6 Pomiary topografii powierzchni za pomoca przyrzadéw optycznych U 02
K_02

wW_01

7 Pomiary topografii powierzchni za pomocg mikroskopu sit atomowych 3—8;
K_01

W_02

Pomiary zarysu ksztattu metodami bezodniesieniowymi - wyznaczanie u_01

8 | odchytek okraglosci i walcowosci u_02
K_01

W_02

Wspotrzednosciowa technika pomiarowa — kwalifikacja trzpieni U 01

9 pomiarowych, budowanie uktadu bazowego i kostki bezpieczenstwa u_02
K_02

W_02

Wspodtrzednosciowa technika pomiarowa — przygotowanie planu U 01

10 pomiarowego i uruchamianie w trybie CNC uU_02
K_02

W_02

Wspdtrzednosciowa technika pomiarowa — przygotowanie planu U 01

11 pomiarowego metoda off line na modelu CAD U_02
K_02

W_02

Wykonywanie pomiaréw za pomoca ramienia pomiarowego — pomiary u_01

12 stykowe i za pomoca skanera laserowego u_02
K_02

W_02

Wykonywanie pomiaré6w na wielosensorowej WMP O-Inspect u_01
13, wykorzystaniem gtowicy optycznej CCD i cyfrowej obrobki obrazu u_02
K_02

wW_01

Wykonywanie pomiaréw na wielosensorowej WMP O-Inspect u_01

14 1, wykorzystaniem chromatycznego sensora $wiatla biatego u_02
K_01

W_01

15 | Zaliczenie zajecé. U 01
U_02

4. Charakterystyka zadan projektowych
5. Charakterystyka zadan w ramach innych typow zaje¢ dydaktycznych

Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztalcenia
efektu | (sposéb sprawdzenia, w tym dla umiejetnosci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)
Wyktady: Zaliczenie pisemne w formie 8 prostych pytan
W_01 | Laboratoria: Ocena jako$ci wykonania raportow z przeprowadzonych pomiaréw, kolokwium wstgpne
oceniajace przygotowanie do ¢wiczen, staty nadzor i korekta sposobu prowadzenia pomiarow
Wyktady: Zaliczenie pisemne w formie 8 prostych pytan
W_02 | Laboratoria: kolokwium wstgpne oceniajace przygotowanie do ¢wiczen, staty nadzor i korekta sposobu

prowadzenia pomiarow




Wyktady: Zaliczenie pisemne w formie 8 prostych pytan

U_01 | Laboratoria: sprawdzenie umiejetnosci prowadzenia pomiarow w trakcie ¢wiczen poprzez oceng
aktywnosci
Wyktady: Zaliczenie pisemne w formie 8 prostych pytan

U_02 | Laboratoria: sprawdzenie umiejetnosci prowadzenia pomiaréw w trakcie ¢wiczen poprzez ocene
aktywno$ci

K 01 Wyktady: Zaliczenie pisemne w formie 8 prostych pytan

B Komentarze na wyktadach i dyskusja na ¢wiczeniach
K 02 Laboratoria: Staty nadzor i uwagi na temat podziatu zadan w zespole przy realizacji pomiaréw na

zajeciach laboratoryjnych

D. NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

. . obcigzenie
Rodzaj aktywnosci studenta
1 | Udziat w wyktadach 25
2 | Udziat w éwiczeniach
3 | Udziat w laboratoriach 30
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 5
5 | Udziat w zajeciach projektowych
6 | Konsultacje projektowe
7 | Udziat w egzaminie
8
9 Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 60
akademickiego (suma)
Liczba punktéw ECTS, ktéora student uzyskuje na zajeciach
10 | wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego 2,0
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 20
12 | Samodzielne przygotowanie si¢ do ¢wiczenh
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow 10
14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriéw 15
15 | Wykonanie sprawozdan 15
15 | Przygotowanie do kolokwium koncowego z laboratorium
17 | Wykonanie projektu lub dokumentacji
18 | Przygotowanie do egzaminu
19
20 | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta (6su0ma)
21 Liczba punktow ECTS, ktéra student uzyskuje w ramach samodzielnej 20
pracy (1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta) !
22 Sumaryczne obcigzenie praca studenta | 120
4
Punkty ECTS za modut
23 1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta Wyklad -2
Labor -2
24 Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym 60
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi
Liczba punktow ECTS, ktorg student uzyskuje w ramach zaje¢ o
25 | charakterze praktycznym 2,0

1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
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